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Oz

Bu ¢alisma, seili 23 OECD iilkesi (Ekonomik Isbirligi
ve Kalkinma Orgiitii) icin 1995 - 2013 yillik verilerini
kullanarak, Ar-Ge harcamalarinin ve patent basvuru
sayilarimin ekonomik biiyiime tizerindeki etkisini panel
veri analiziyle test etmeyi amaglamaktadir. Calismada
degiskenler arasindaki uzun donemli iliskilerin varligi
Westerlund Panel Egbiitiinlesme testleriyle arastirilmug
ve panel bazinda degiskenler arasmdaki uzun ve kisa
dénemli katsayilar Ortalama Grup Tahmincisi (MGE)
ve Havuzlanmis Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE)
yontemleriyle tahmin edilmistir. Ekonometrik analiz
sonucunda panel genelinde degerlendirildiginde Ar-Ge
harcamalar: ve patent basvuru sayilarimin ekonomik
biiyiime iizerindeki uzun donem etkisi istatistiki olarak
anlamly ve pozitiftir. Buna karsin kisa donem katsayi-
lar1 pozitif fakat istatistiki olarak anlamli degildir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamalari, Ekonomik
Biiyiime, Havuzlanmis Ortalama Grup Tahmincisi
(PMGE),Patent Bagvuru Sayisi, Westerlund Panel
Esbiitiinlesme Testi

Abstract

This study aims to investigate the effect of R & D expen-
ditures and number of patent application on economic
growth using panel data analysis and 1995 - 2013 an-
nual data for selected 23 OECD (Economic Cooperati-
on and Development Organization) countries. In the
study, the existence of long-run relationships between
variables was investigated by Westerlund Panel Co-
integration Tests and long and short term coefficients
between panel-based variables were estimated by Mean
Group Estimator (MGE) and Pooled Mean Group Esti-
mator (PMGE). As a result of econometric analysis, the
long - run effect of R & D expenditures and the number
of patent application on economic growth is positive
and statistically significant when evaluated panelwide.
On the other hand, the short-run coefficients are positi-
ve but not statistically significant.

Keywords: R&D Expenditures, Economic Growth,
Pooled Mean Group Estimator (PMGE), Number of
Patent Application, Westerlund Panel Cointegration
Test

* Bu ¢aligma 2017 yilinda Dumlupinar Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisiinde kabul edilen “AR-GE Harcamalari, Patent Bagvuru Sayist
ve Ekonomik Biiyiime: OECD Ulkeleri Uzerine Bir Uygulama” baglikl Yiiksek Lisans tezinden tiiretilmistir.

Dog. Dr. Siileyman Emre Ozcan, Celal Bayar Universitesi [IBF Iktisat Boliimii, semre.ozcan@dpu.edu.tr

Arg. Grv. Pinar Ozer, Dumlupinar Universitesi IIBF Iktisat Béliimii, pinar.ozer@dpu.edu.tr

shd.anadolu.edu.tr 15



Ar-Ge Harcamalan ve Patent Bagvuru Sayisinin Ekonomik Biiyiime Uzerindeki Etkileri: OECD Ulkeleri Uzerine Bir Uygulama

Giris

Iktisadi biiyiimenin temel gostergesi olarak kabul
edilen kisi basma reel gelir, tilkeler arasinda ¢ok
bityiik farkliliklar gostermektedir. Ornegin, Diinya
Bankasi 2015 yili verilerine gore Burundi tilkesi 206
USD kisi bagina reel gayrisafi yurtici hasila rakamu ile
diinyanin en disiik kisi bagina gelir diizeyine sahip
tilkesi olmusken Litksemburg 106.408 USD ile diin-
yanin en yiiksek kisi bagina gelir diizeyine sahip tlke-
si olmustur. ABDde bu rakam 50.000 USD iizerinde
iken diger bircok iilkede ise kisi basina gelir diizeyi
bu rakamin ¢ok daha altindadir. Ulkelerin gelir dii-
zeyindeki farkliliklar sahip olduklar: fiziksel serma-
ye, isgiicti miktari, teknolojik diizey, dogal kaynaklar,
beseri sermaye, girisimcilik kiltiirii, kurumsal yapi
ve hiikiimet politikalar1 gibi bir¢ok faktorden kay-
naklanmaktadir. Bir tlkenin biiyiimesini belirleyen
bu faktorler ekonomik bityiimenin kaynaklar1 olarak
bilinmektedir.1980’lerden itibaren kiiresel ekonomi-
deki gelismeler ve artan rekabete bagl olarak biiyii-
menin kaynag1 olan iki faktor; teknoloji ve yenilik
tizerinde daha fazla durulmaya baslanmistir.

Yeniligin geleneksel olgiitleri Ar-Ge harcamalar1 ve
patentlerdir. Fakat son zamanlarda gesitli kurumlar
tarafindan yeniligi 6l¢mek i¢in farkli yontemler gelis-
tirilmistir: a) Yenilik Anketleri, b) Avrupa Birligi Ino-
vasyon Karnesi (EIS), c) Kiiresel Inovasyon Endeksi
(GII). Fakat EIS ve GII'ye iliskin verilerin yillik bazda
zaman aralig1 yetersiz oldugu i¢in ampirik ¢caligmalar-
da ¢ogunlukla yeniligin geleneksel dl¢iitleri, Ar-Ge ve
patent faaliyetlerine iligkin veriler kullanilmaktadir.

Inovasyon gostergelerinden Ar-Ge ve patent faaliyet-
lerinin biiyiime ile énemli bir iliskisi vardir. Ar-Ge
faaliyetlerinden kaynaklanan yenilikler, maliyetlerin
ve enerji tiiketiminin azaltilmasina, yeni pazarlara gi-
rise, iriin kalitesinin iyilestirilmesi ile yeni iiriin ve
tiretim yontemlerinin gelistirilmesine olanak sagla-
mast sonucunda sirketlerin ve iilkelerin rekabet gii-
ciinii artirarak ekonomik biiylimeye katki saglamak-
tadir. Patentler ise bulus yapan kisilere yasal olarak
fikirlerinin ticari degerlerini ve bu ylizden ortaya ¢1-
kacak kar1 korudugunu garanti eder. Bununla birlikte
patent siireci ile bulus yapan kisi bulusunun tiim de-
taylarini ifsa eder. Patent bagvurusunda bulugla ilgili
verilen detaylar ile ortaya ¢ikan ¢ok fazla miktarda
bilgi serbestce kullanilabilir hale gelir. Bu sayede diger
insanlar bulusa konu olan fikirden ilham alarak bagka
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yararli tirtinler yaratma firsatina sahip olurlar (Miller
vd., 2012, 5.102). Sonug olarak, her iki durumda da
patentler bulus (yeni fikirlerin yaratilmast) ve inovas-
yonu (yeni fikirlerin basarili ticari uygulamasi) tegvik
etmesi kanaliyla ekonomik biiylimeye olumlu yonde
yanstyacaktir.

Bu ¢aligmada; Ar-Ge harcamalar1 ve patent basvu-
ru sayisinin ekonomik biiyiime {izerindeki etkisinin
ortaya koyulmas: amaglanmaktadir. Bu ¢alismanin
mevcut literatiire katks: iki sekildedir: (i) Calismada
her tilkedeki farkl: regiilasyonlarin patent bagvuru sa-
yis1 lizerindeki etkilerini izole etmek i¢cin ABD Marka
ve Patent Ofisine (USPTO) yapilmis patent bagvuru
say1s1 verisi kullanilmis ve (ii) Yeni ekonometrik yon-
temlerden — Westerlund Panel Esbiitiinlesme Testi,
Havuzlanmis Ortalama Grup, Ortalama Grup Tah-
mincileri- yararlanilmistir.

inovasyon- Ekonomik Biiyiime iliskisine
Yonelik Literatiir

Teorik Literatiir

Modern biiylime teorileri heniiz ortaya ¢ikmadan
énce Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx'in
fikirlerinde teknolojik degismeler (yeni makinalar)
6nemli bir yer tutmaktaydi. Teknolojinin ekonomik
biiylimedeki roliiniin farkinda olmalarina karsin
uzun donem iktisadi bityiime ile iliskisini saglikli bir
sekilde aciklayacak biiytime kuramlar: gelistirmemis-
lerdir (Coombs vd., 1987, s.139; Giirak, 2006, s.11).

Joseph Schumpeter, inovasyonun ekonomik biiyii-
menin itici giicii olarak 6nemini vurgulayan ilk eko-
nomist olmustur. Uzun dénem ekonomik biiyiimeyi
konu alan ¢aligmalarinda ozellikle inovasyonun oy-
nadig: kritik rol ve onu etkileyen faktorlere odakla-
narak ekonomiyi sosyoloji ve tarihten gelen anla-
yislarla harmanlamugtir. Inovasyonun ve dolayisiyla
ekonomik bityiimenin itici giicii olarak girisimcilere
odaklanan J. Schumpeter, inovasyon ve ekonomik
biiytimeyi mikroekonomik diizeyde degerlendirmis-
tir. Gorisleri zamaninda ¢ok fazla yanki uyandir-
mamasina karsin 1980’lerde yer edinmeye baslayan,
teknolojik gelismeyi modele dahil etmenin 6nemini
kabul eden igsel biiytime modelleri - 6zellikle Aghion
ve Howitt (1992, 1999) - Schumpeterden etkilenerek
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olusmugstur (Sveningsen, 2015, .14 - 15). 1980’lerin
sonu 1990’larin basinda ortaya ¢ikan igsel bitytime
modelleri Schumpeter’in yenilik hakkindaki goris-
leri etrafinda sekillenmigtir. Schumpeter (1983, s.
17 - 18)% gore yenilik, yeni bir iirlinlin veya yeni bir
tiretim yonteminin ortaya ¢ikmasini, yeni bir pazara
acilmayi, yeni tedarik kaynagina sahip olmayi ya da
herhangi bir yeni endiistriyel 6rgiit bicimlerinin be-
lirmesini kapsayan faaliyetlerden olusur.

Ikinci Diinya Savasrnin hemen akabinde gelistirilen
Harrod - Domar Biiyiime Modeli 6zellikle iktisadi
planlama yapanlar arasinda popiiler olmustur. Har-
rod (1939) ve Domar (1946) birbirlerinden bagimsiz
olarak benzer iki model gelistirmistir. Gelistirdikleri
bu model, 1940’larda iktisadi diistincede hakim olan
John Maynard Keynes’in iyi bilinen makroekonomik
modelinin basit genisletilmis haliydi (Van den Berg,
2001, 5.106).Cagdas biiyiime modelleri arasinda yer
alan bu modelde yeni teknolojinin ekonomik biiyii-
meye katkisi incelenmemis; teknolojik gelisme ser-
maye-¢iktr oranini etkileyebilecegi kanisiyla modele
dolayli olarak girmistir.

Solow 6ncesi Neo-Klasik bityiime modelinde tekno-
lojik gelisme olmaksizin bir ekonominin kisi bagina
¢iktisini, sermaye birikimi ile arttirmanin azalan ve-
rimler iligkisi, insanlarin tasarruf etme arzusu, niifus
artis hiz1 ve sermaye stokunun yipranma orani hesa-
ba katildiginda smirli oldugu sonucuna ulagimigtir.
Bu ylizden uzun dénemde kisi bagina stirekli biyii-
meyi agiklayabilmek icin teknolojik gelisme biiytime
modeline d4hil edilmeliydi. R. Solow, modern biiyii-
me modeline teknolojik gelismeyi ilk d4hil eden eko-
nomisttir. Solow (1957) bityiime modeli, ekonomik
bitylimeyi sadece sermaye birikimi ve isgiicii olmak
tizere iki faktorle agiklayan Harrod - Domar modeli-
nin genisletilmis bi¢imidir. Bununla birlikte, Harrod
- Domar modeli zayif ampirik bulgulara maruz kalir-
ken Solow, bityiime modelinin daha gergek¢i kosul-
larla uyumlu hale gelmesi i¢in varsayimlarinin sag-
lamhiligini gelistirmistir: ilk olarak, Harrod-Domar
modelinde sabit oldugu varsayilan teknoloji zamanla
gelisme kaydetti. Bu gelisme teknoloji ile sermaye yo-

gunlugu arasinda ayrim yapmay: gerektirdi. Solow
modelinde bu unsurlar sirasiyla digsal ve igsel olarak
kabul edilmistir. Ona gore teknolojik gelisme isgiicii
ve sermaye artis1 diginda kalan ekonomik biiyiime-
nin agiklanamayan kismudir. Ikinci olarak, Harrod -
Domar modelinde emek ve sermayenin sabit oldugu
varsayimi Solow modelinde yerini emek ve sermaye-
nin tam ikame oldugu varsayimina birakmigtir

Neoklasik biiytime modellerinden teknolojik gelis-
meli Solow (1957) modelinin aksine i¢sel biiytime
modelleri, teknolojik gelismeyi cennetten diisen
meyve seklinde yorumlamamaktadir. Ekonomik bii-
yiime siirecinde i¢sellestirilen teknolojik gelisme pi-
yasanin yonlendirdigi bilingli yatirim kararlar: sonu-
cunda ortaya ¢ikar ve teknolojik yeniliklerin ortaya
¢itkmasinda Ar-Ge faaliyetlerinin rolii yadsinamaz.
Ar-Ge faaliyetlerine dayanan igsel bitylime modelle-
rinde Ar-Ge sektoriiniin siirekli ekonomik biiytimeyi
saglamada 6nem arz ettiginin ve Ar-Ge sektoriindeki
beseri sermaye ve bilgi stokunun desteklenmesi ge-
rektiginin alt1 ¢izilmistir. Konuyla ilgili literattiirde
bir¢ok ¢aligma olmasina kargin, Ar-Ge temelli biiyii-
me modelleri esas olarak Romer (1990), Grossman
ve Helpman (1989, 1990, 1993, 1997) ile Aghion ve
Howitt (1992, 1999) tarafindan gelistirilen modeller
tizerine insa edilmistir.

Ampirik Literatiir

I¢sel bityiime modellerine yonelik literatiirdeki ampi-
rik ¢alismalarin bircogu genellikle inovasyon goster-
gesi Ar-Ge degiskenlerinin toplam faktor verimliligi
veya ekonomik biiylime iizerindeki etkisini test et-
meyi igerirken literatiirdeki daha az ¢alisma patentin
biiylime {izerindeki etkisini arastirir (Schmookler,
1966; Devinney, 1994; Crosby, 2000; Sinha, 2008; Sa-
ini ve Jain, 2011; Josheski ve Koteski, 2011; Guo ve
Wang, 2013; Isik, 2014). Bu ¢alisma literatiirde sik-
likla yararlanilan her iki inovasyon gostergesini - pa-
tent ve Ar-Ge verilerini- kullanarak bu iki degiskenin
uzun ve kisa donemde ekonomik biiyiime iizerindeki
etkilerini aragtiracaktir. Bu dogrultuda yapilacak olan
ekonometrik analizle ilgili ampirik literatiir Tablo
l'de verilmektedir.
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Tablo 1. inovasyon - Ekonomik Biiyiime iliskisine Yonelik Ampirik Literatiir

Eserler Temel Degiskenler Dénem Ulke(ler) Yontem Sonug
Kisa donemde patent ve
Reel GSYIH, calisan buyumiarasmda;ggau(f;hskn
Crosby (2000) basina GSYIH, patent | 1901-1997 Avustralya VAR varken Uz Conemace
patentin ekonomik biiyiime ve
bagvurusu sayisi P .
isglicti verimligi tizerindeki
etkisi pozitiftir.
Samimi ve GSYIH, Ar-Ge 2000-2006 30 Gelismekte Olan Sabit Etkiler Istatistiki olarak anlaml1
Alerasoul (2009) harcamalar1 Ulke Modeli pozitif etki
Engle Granger
: Esbiitiinlesme, T
Peng (2010) GSYIH, Ar-Ge 1987-2007 Cin Granger Istatistiki 91§rak a}nlamll
harcamalari . pozitif etki
Nedensellik
Testi
Kisi bagina diigen GMM s - =
Geng ve Atasoy GSYIH, Ar-Ge 1997-2008 34 ilke Nedensellik | AA-0¢ den biiylime dogru tek
(2010) X yonlii nedensellik iligkisi
harcamalari Testi
Yalnizca 4 Asya Ulkesi -
.. . Patent basvuru sayisi, : - . Regresyon Singapur, Tayland, Japonya
Saini ve Jain (2011) GSYIH artis orani 2000-2009 9 Asya Ulkesi Analizi ve Vietnam- igin istatistiki
olarak anlamli pozitif etki
Josheski ve Koteski Ceyreklik GSYIH, o Uzun dénemde pozitif kisa
(2011) geyreklik patent 1963 -1993 G7 Ekonomileri ARDL donemde negatif iliski
GSYIH artis orani, Ar- Gelismis Ulkeler Havuzlanmig
Meh R Ge harcamalarinin : (OECD) ve EKK, Sabit Istatistiki olarak anlamli
¢ lé?);]]e) era GSYiH’ye oran Gelismekte Olan Etkiler, Rassal pozitif etki
Ulkeler Etkiler
Giilmez ve Kisi bagina diigen lli)scl;ill;?l?riiel;?qoe .
Yardimcioglu GSYIH, kisi basna 11990 5010 | 21 OECD Ulkesi Testler, Istatistiki olarak anlamh
diisen Ar-Ge pozitif etki
(2012) h L DOLS,
arcamalar1 FMOLS
Doruk ve Kisi bagina diisen milli
. - gelir artis1, Ar-GE 22 gelismekte olan | PCSE ve GMM Istatistiki olarak anlamh
Soylemezoglu 2000 -2007 . . - .
(2014) harcamalarinin tilke modeli pozitif etki
GSYIH igindeki pay1
Reel GSYIH artig
Altintag ve Mercan orani, kisi bagina Ar- .. . istatistiki olarak anlamli
(2015) Ge harcamalari artig 1996 2011 21 OECD Ulkesi AMG pozitif etki
orani
Caligan bagina diisen )
Freimane ve Balina GSYIH, Ar-Ge 2000 -2013 AB Ulkeleri GMM Istatistiki glgrak e'inlamll
(2016) harcamalarinin pozitif etki
GSYIH igindeki pay1
Kisi basina GSYIH “{;S:;L“ﬂd
Ozsahin ve artigi orani, Ar-Ge 11 Yikselen Piyasa Istatistiki olarak anlamli
. . 2000 -2014 .. Hausman - .
Gomleksiz (2016) harcamalarinin Ekonomisi . pozitif etki
GSYIH icindeki pay: Esblitiinlesme
Testi ve AMG
Yalnizca kamu kesimi Ar-Ge
Ar-Ge harcamalar1 ve L
alt bilesenlerinin harcamalart istatistiki olarak
Tunali (2016) oriesen erint 1981-2012 18 OECD Ulkesi MGE, PMGE anlamlidir. Kisa dénemde
GSYIH i¢indeki pay1, . I
: etkisi negatif iken uzun
reel GSYIH artis orani - S
donemde pozitiftir.
Ar-Ge harcamalari, TR
Li ve Jiang (2016) verilen patent sayist, 1995-2014 Cin Rig::;};?n IStanS“kolz?tI?fer:k?nlamh
GSYiH P
GSYIH degisim orani,
kamu ve 6zel sektor
Dam ve Yild toplam Ar-Ge BRICS-TM istatistiki olarak anlamli
am ve X diz harcamalarmim GSYH 2000-2012 D Panel EKK statistiki o/arak ania
(2016) . . . Ulkeleri pozitif etki
igindeki payi, yerli
yabanct toplam patent
say1s1
Kisi bagia GSYIH,
Ar-Ge harcamalarinin istatistiki olarak anlaml
Tiiredi (2016) GSYiH’ye orani, 1996-2011 23 OECD Ulkesi GMM statistir ofarak anfami

toplam patent basvuru
say1s1

pozitif etki
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Veri Seti ve Ekonometrik Yontem

Veri Seti

Toplam Ar-Ge harcamalarinin ve USPTOya yapil-
mis toplam faydali patent bagvuru sayilarinin eko-
nomik bilyiime tizerindeki etkisinin panel veri ana-
lizi yontemi ile belirlenmesi amaglanan bu ¢aligmada
Tirkiye'nin de déhil oldugu 23 OECD iilkesine ait
1995-2013 donemini kapsayan seriler kullanilarak
ekonometrik analiz yapilmistir. Parametre tahmininin
saglamliligini arttirmak icin panel veri analizi yeter-
li diizeyde 6rneklem biytikliigiine dayanmalidir. Bu
ytizden ¢aligmada zaman araligi (19 yil) ve tilke sayi-
s1 (23 OECD iilkesi) gozlem sayisini (437) miimkiin
oldugunca maksimum kilacak sekilde belirlenmistir.

Calismada ekonomik bitylime gostergesi olarak 2010
yili sabit fiyatlarla kisi bagina diisen gayrisafi yurtigi
hasila verisi kullanilmigtir. Inovasyonu neyin él¢tiigii
literatiirde tartisma konusu olmustur. Fakat bir¢ok

Tablo 2. Ekonometrik Analize Déhil Edilen Ulkeler

galisma inovasyonu ol¢mek icin patent basvuru sa-
yis1 ve gayrisafi yurtici Ar-Ge harcamalari verilerini
kullanir. Literatiirdeki ¢aligmalara benzer olacak se-
kilde bu ¢alismada da inovasyon gostergesi olarak
2010 yili sabit fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamalari
ile USPTO’ya yapilmis faydali patent bagvuru sayist
verileri kullanilmistir. Bununla birlikte patent bagvu-
ru verisini kullanmanin yarattig1 bir problem vardr;
o da iilkeler arasinda patentleme siirecinin ayni ol-
mamasidir. Diger bir deyisle iilkeler patent verme-
de farkli yontemleri izler. Bu problemi ¢6zmek igin
USPTOdan elde edilen verilerden faydalanilmistir.
Bununla beraber patent bagvurusu yapildig: yil ile pa-
tentin alindig1 y1l arasindaki zaman aralig1 ok uzun
olabileceginden alinan patent sayisi yerine patent
basvuru sayisi verisi kullanilmistir.

Ekonometrik analizde dikkate alinan tilke gruplari,
degiskenler ve veri kaynaklarina iliskin detayli bilgi
Tablo 2 ve Tablo 3’te sunulur.

Avusturya Fransa italya Polonya Tiirkiye
Belgika Almanya Japonya Portekiz Ingiltere
Kanada Macaristan Giiney Kore Slovakya ABD

Cek Cumhuriyeti irlanda Meksika Slovenya

Finlandiya Israil Hollanda Ispanya

Tablo 3. Veri Tamimlari ve Kaynaklar

Degisken Kisaltma | Tanim Kaynak

Gayrisafi yurti¢i hésila belli bir zaman periyodunda bir iilkenin
smirlar1 igerisinde {retilen nihai mal ve hizmetlerin parasal
Kisi Bagina degeridir. Kisi basina diisen gayrisafi yurti¢i hasila ise gayrisafi
Diisen Gayrisafi | kbgsyih yurti¢i hasilanin tlkedeki toplam kisi sayisma boliinmesiyle | OECD
Yurti¢i Hasila bulunur. Calismada 2010 sabit fiyatlarla hesaplanmig kbgsyih
tercih edilir ve ekonometrik analiz kisminda degiskenin logaritmast
alinmis degerleri kullanilir.
Gayrisafi Yurtigi Bir iilkedeki yerlesik firmalar, aragtirma merkezleri, iiniversiteler
Ar-Ge ve devlet laboratuvarlari vb. tarafindan yiiriitiilen Ar-Ge ¢aligmalart
Harcamalart tizerine yapilan harcamalart ifade eder. Yurtdisi kaynaklar
(milyon $) tarafindan finanse edilen Ar-Ge harcamalart bu hesaplama
d igerisinde dahil edilirken yerel ekonomi disinda gergeklestirilen Ar- OECD
Ge faaliyetleri i¢in fonlar bunun disinda tutulur. Calismada 2010
sabit fiyatlarla hesaplanmis rd tercih edilir ve ekonometrik analiz
kisminda degiskenin logaritmasi alinmis degerleri kullanilir.
“[cat i¢in patent” olarak da bilinen faydali patent, yeni ve faydali
bir siireg, makina, iiretim veya madde bilesimi veya bunlarla ilgili
Toplam  faydals yeni ve fa;ildall‘gelismeler ig:‘in- verile‘n‘ patentlerden biridir. F ayfivall
patent bagvuru | pat pAatlent‘sa'l'nplerl bagvuru tarihinden itibaren 20 yi1l boyunca diger USPTO
sayist kisilerin icad1 yapmasina, kullanma§ma veya sat@asma engel olur.
Son yillarda USPTO tarafindan verilen patentlerin yaklasik %90°1
faydali patentler smifinda yer alir (USPTO, 2016). Ekonometrik
analiz kisminda degiskene ait logaritmik degerler kullanilir.
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Ekonometrik Yontem

Panel Veri Modellerinde Yatay Kesit Bagimliliginin
Test Edilmesi

Panel veriye iliskin literatiiriin geneline bakildiginda
panel veri setlerinde 6nemli dl¢iide yatay kesit ba-
gimlilig1 oldugu ortak kanisina varilmistir. Yatay ke-
sit bagimliligy, ortak soklar ve hata teriminin bir par-
gas1 olan gozlemlenmeyen unsurlar veya mekansal
bagimlilik sonucu ortaya ¢ikabilir. Bununla birlikte
1990’lardan beri gittik¢e artan ekonomik ve finansal
entegrasyon yatay kesit birimleri arasinda gii¢lii kore-
lasyona yol agmaktadir (De Hoyos ve Sarafidis, 2006,
s. 482). Bu agiklamalar dogrultusunda yatay kesit ba-
gimlilig1 testi panel veri modellerini tahmin etmede
olduk¢a 6nem arz eder. Bu ¢aliymada N>T oldugu
i¢in Friedman (1937), Frees (1995) ve Pesaran (2004)
tarafindan gelistirilen yatay kesit bagimlilik testleri-
nin kullanilmas1 uygun bulunmustur.

Pesaran (2004) Yatay Kesit Bagimlilig: Testi

Yatay kesit bagimliligini test eden istatistiklerden biri
Breusch ve Pagan (1980) tarafindan gelistirilen Lag-
range Multiplier (LM) istatistigidir. Breusch ve Pagan
(1980) tarafindan gelistirilen LM testi zaman boyutu
T, N'den daha biiyiik oldugu durumda (T>N) ya da
N sabit ve T->eo iken kullanilmas: daha uygundur. Fa-
kat yatay kesit sayis1 fazla ve zaman sonlu oldugunda
(T N) c ise LM test istatistigi arzulanan istatistiki
ozelliklere sahip olmaz (De Hoyos ve Sarafidis, 2006,
5.483). Bu ylizden N fazla oldugu durumda bu tes-
tin kullanilmasi uygun degildir. Bu problemin tiste-
sinden gelmek i¢in Pesaran (2004) hem T>N hem de
N>T durumlarinda gegerli olan asagidaki LM test is-
tatistigini gelistirmistir (Nazlhioglu vd., 2011, 5.6618;
flgiin, 2016, 5.76):

CD, = o (T —p% = 1) 1)

N(N 1)

T->co ve N->eo ile birlikte yatay kesit bagimliliginin ol-
madig: sifir hipotezi altinda test istatistigi asimptotik
standart normal dagilima sahiptir. CD, test istatistigi
LM test istatistiginin barindirdig1 eksikliklerinin iis-
tesinden gelmesine karsin N/T->eo oldugu durumda
CD, testi 6nemli ol¢iide biiyiikliik bozulmasi (size
distortion) gosterir. N fazla ve T az (T<N) oldugu
durumda Pesaran (2004), genel heterojen dinamik
modeller ve duragan olmayan modeller dahil olmak
tizere esnek model yapisina izin veren alternatif bir
yatay kesit bagimlilig1 testini ileri stirmiistiir (Sarafi-
dis vd., 2009, 5.150):
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€D, = ’N(N—l)(Z Z p”) )
i=1 j=i+1

T-co ve N> ile birlikte yatay kesit bagimliliginin ol-
madigr sifir hipotezi altinda CD, test istatistigi asimp-
totik standart normal dagilima sahiptir.

Friedman (1937) Yatay Kesit Bagimliligi Testi

Friedman (1937) ¢arpim-moment korelasyon katsa-
yis1 gibi ditstiniilebilen Spearman’in siralama korelas-
yon katsayisina dayanan parametrik olmayan bir test
Onermistir. Spearman’in siralama korelasyon katsayi-
st sira degerlerinden hesaplanir. (u, , ... ,u,,)'nin sira
degerleri (r | r,.) olarak gosterllecek ve ortalama
sira degeri (T+1/ 2) olacak sekilde Spearman’in sirala-
ma korelasyon katsayisi su denkleme egittir:

ST, <ri,t ~(r+ %)) <rj.r ~(r+ %))

=T = (3)

ZZ=1 <ri,t - (T + %))

Spearman’in korelasyon ortalamasina dayanan Fried-
man istatistigi;

Rogr = Nov- 1)2 Z] —i+17ij (4)

Denklemde f;; artiklara ait siralama korelasyon kat-
sayisinin 6rneklem tahminidir. Bitytik R, . degerleri
yatay-kesitsel birimler arasinda korelasyonun sifir-
dan farkli oldugunu gosterir. Bununla Friedman,
N>T igin FR= [(T-1)((N-1) R +1] istatistiginin (T-
1) serbestlik derecesinde asimptotik olarak ki-kare
dagilimina sahip oldugunu gostermistir.

Frees (1995) Yatay Kesit Bagimliligi Testi

Frees (1995) karesi alinmis siralama korelasyon kat-
sayilarinin toplamina dayanan bir istatistik 6nermis-
tir;

RPorr = N(N - 1)2 Z )

i=1 j=i+1

Frees (1995) ¢alismasinda ozellikle sunu gostermek-
tedir:
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FRE = N(R?ogr — (T = 1)™) 5 Q = a(T) (xkp_y — (T = 1)) + b(T) <x§m - T(TZ‘”) ©)

Denklemde x7,_; ve ij(T_z,) sirastyla (T-1) ve (T(T-

3)/2) serbestlik derecesinde birbirini etkilemeyen x*
rassal degiskenleridir. Frees istatistigi ki-kare dagi-
limli iki rassal degiskenin (agirlikli) toplamina esit
olan Q dagilimi sergiler.

Panel Veri Modellerinde Birim Kok Testi

Bir zaman serisinin ekonometrik analizi yapilmadan
once serinin duragan olup olmadigina bakilmasi ge-
rekir. Duragan olmayan serilerle yapilan ekonomet-
rik analizler standart t, F testleri ile R* degerlerinin
sapmali sonuclar vermesine yol agarak sahte regres-
yon olarak bilinen yaniltici sonuglara ulagilacaktir
(Tatoglu, 2013, 5.199). Zaman serisinin duragan olup
olmadiginin arastirmasi birim kok testleriyle yapilir.
Bu ¢alismada yatay kesit bagimhiligini dikkate alan
Pesaran (2007) tarafindan One siirillen CADF testin-
den yararlanilmistir.

Pesaran (2007) Birim Kok Testi

Pesaran (2007) faktor yitklemesini tahmin etmekten
ziyade yatay-kesit bagimliligindan kurtulmanin daha
basit bir yolunu 6nermistir. Onun yontemi gecikmeli
yatay-kesit ortalamasi olan normal ADF regresyo-
nunun genisletilmis halidir ve yontemindeki birincil
farklilik ise tek faktor model vasitasiyla ortaya ¢ikan
yatay-kesit bagimhiligin: tespit etmektir. Pesaran ta-
rafindan 6ne siiriilen bu yontem Yatay-kesit Genisle-
tilmis Dickey-Fuller (CADF) test olarak adlandirilir.
Basit bir CADF regresyonunun gosterimi soyledir
(Baltagi, 2007, 5.249):

Ay = a; + 0" Yit—1 + doYeor + d1AY + &0 (7)

Vi, t zamandaki tim N gozlemlerin ortalamasidur.
Gecikmeli yatay-kesit ortalamasi ve onlarin birinci
farklari bir faktor yapisi kanaliyla yatay kesit bagimli-
ligin1 izah eder. Hata teriminde veya faktorde serisel
korelasyon varsa regresyon tek degiskenli analizde
oldugu gibi genisletilir, fakat hem y, hem de  y: 'nin
gecikmeli birinci farklar1 modele eklenir ve ortaya ¢1-
kan yeni regresyon modeli soyle olur (Baltagi, 2007,
5.249):

p

Ay =a; +p" Y1+ do¥eqr + Z dj 1AV +
=0
p
Z CkDYit—k T € (8)
k=1

Artis derecesi bilgi kriterine veya ardisik testlere
gore belirlenebilir. Paneldeki her bir yatay-kesit i i¢cin
CADEF regresyonu tahmin edildikten sonra Pesaran,
Yatay Kesit A¢isindan Genisletilmis IPS (CIPS) ista-
tistigini elde etmek icin gecikmeli degerler tizerinde-
ki (CADF,)) t-istatistiklerinin ortalamasini alir (Balta-
gi, 2007, 5.250):

N
1
CIPS = 172 CADF, )

i=1

Cesitli deterministik terimler i¢in CIPS istatistiginin
kritik degerleri Pesaran (2007) tarafindan tablolasti-
rilmugtir.

Panel Esbiitiinlesme Testleri

Westerlund (2007) Panel Esbiitiinlegsme Testleri

Westerlund (2007), Pedroni esbiitiinlesme testlerinin
eksikliklerini gideren hata diizeltme terimine daya-
1 dort adet panel esbiitiinlesme testi gelistirmigtir.
Regresyon modelinden elde edilen hata terimlerine
dayal1 yaklagima sahip Pedroni esbiitiinlesme testle-
rinde, diizeydeki verilerin uzun dénem egbiitiinlesme
vektoril birinci farki alinmis degiskenlerin kisa do-
nem ayarlama hiz siirecine esittir. Kremers, Ericsson
ve Dolaro (1992) tarafindan ortak ¢arpan kisitlamasi
(common factor restriction) olarak adlandirilan bu
durum Pedroni gibi hata diizeltme modeline daya-
l1 testlerin giiciinii diigtiriir ve teoride degiskenler
arasinda esbtitiinlesmenin oldugu gii¢lii bir sekilde
ileri stiriilmesine kargin esbiitiinlesmenin olmadigi-
n1 belirten sifir hipotezinin reddedilememesine yol
acar (Westerlund, 2007, s.710; Nazlioglu, 2010, 5.94).
Monte Carlo Simiilasyon yontemi sonucunda edini-
len bulgular 1s181nda bu dort yeni test Pedroni (2004)
gibi hata terimine dayali testlerden daha giiglii olup
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iyi dizeyde dogruluk verir. Bununla birlikte bu test
yatay kesit bagimlilig1 varsa 6z¢ikarim (bootstrap)
testleri sonucunda elde edilen direncli olasilik de-
gerlerini (robust p-values) sunar (Biiberkokii, 2014,
s.129).

Westerlund (2007, s.715 - 718) hata diizeltme mode-
line dayali dort adet panel esbiitiinlesme testini sun-
mustur. Bunlardan ikisi grup ortalama istatistikleri
olarak adlandirilirken diger ikisi panel istatistikleri
olarak adlandurilir.

Grup ortalama istatistikleri su sekilde hesaplanir:

N ~
— N1 i 10
=N S 1o
=1
ve
N TA
a.
G =N‘1ZA l (11)
* i=1ai(1)

Denklemde SE(&;), @; ‘nin standart hatasini gosterir.

Yukaridaki grup ortalama istatistikleri i¢in sifir hi-
potezi biitiin yatay kesiler i¢in esbiitiinlesme yoktur
(a.=0) seklinde tanimlanirken ve alternatif hipotezi
ise baz1 yatay kesitler i¢in egbiitiinlesme vardir (a.<0)
seklinde tanimlanir (Nazlioglu, 2010, 5.94).

Panel istatistiklerinin hesaplanma sekli ise su sekil-
dedir:

@
= 12
P, SEG) (12)
ve
P, =Ta& (13)

Yukaridaki panel istatistikleri i¢in sifir hipotezi biitiin
yatay kesitler i¢in esbiitiinlesme yoktur (a,=0) seklin-
de tanimlanirken ve alternatif hipotez ise biitiin yatay
kesitler igin esbiitiinlesme vardir (a=a<0) seklinde
tanimlanir (Nazlioglu, 2010, 5.95).

Havuzlanmig Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE)
ve Ortalama Grup Tahmincisi (MGE)

Panel veri modellerini tahmin etmek i¢in genellik-
le iki tahmin yontemi kullanilir. flki (ortalama grup
tahmincisi), paneldeki her grup i¢in ayri1 tahminle-
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rin ortalamasindan olusur. Pesaran ve Smith (1995)e
gore, parametrelerin ortalamasi alinarak yapilan bu
tahminler tutarlidir. Pirotte (1999), ortalama grup
tahmincisinin genis bir 6rneklem boyutu i¢in etkin
uzun donem tahmin edicileri sundugunu goéstermis-
tir. Bu tahminci parametrelerin gruplar arasinda ser-
bestce bagimsiz olmasina izin verirken gruplar ara-
sindaki olast homojenligi géz oniine almaz. Siklikla
kullanilan diger yontemler rassal veya sabit etkiler ile
GMMdir. Bu modeller, parametrelerin iilkeler ara-
sinda ayni olmasini zorlarken 6zellikle zaman stiresi
¢ok uzun oldugunda tutarsiz ve yaniltict uzun dénem
katsayilarina neden olabilmektedir (Bangake ve Eg-
goh, 2012, s.11).

Pesaran vd. (1999), iilkeler arasinda uzun donem kat-
sayilarm ayni olmasini kisa donem parametrelerin
ise gruplar arasinda farkli olmasini saglayan bir ara
tahminciyi onermistir. PMGE’nin bir avantaji, kisa
donem dinamik 6zelliklerin iilkeden tlkeye farklilik
gostermesine ve uzun dénem katsayilarin ise ayni
olmasina izin verebilmesidir. Ayrica, Dinamik EKK
(DOLS) ve Tam Diizeltilmis EKK (FMOLS) ‘nin aksi-
ne, PMG tahmincisi, kisa ve uzun dénem arasindaki
ayarlama dinamigini 6ne ¢ikarir.

MG ve PMG tahmincileri arasinda seg¢im yapmada
Hausman (1978) testi kullanilabilir (Erdem vd., 2010,
s.376). Hausman testine gore sifir hipotezi altinda
uzun doénem katsayilar1 homojendir. Uzun donem
homojenligi altinda PMG ve MG tahmincileri tutarli
olmasina kargin sadece PMG tahmincisi etkindir.

Calismada t=1995,...,2013 ve i=1,2,3,...,23 seklinde
olup trendsiz iki farkl: hata diizeltme modeli kurula-
rak uzun ve kisa donem parametreleri tahmin edil-
meye ¢alisilmis ve gecikme sayilarinin belirlenmesin-
de AIC? gore se¢im yapilmigtir;

Model 1: Aln(kbgsyih) = @; In(kbgsyih);;_, +
Biln (rd);; + 21}’;11 AijAln (kbgsyih)._; +
Z?QS 8ij Aln (rd)—; + & (14)

Model 2: Aln(kbgsyih) = @; In(kbgsyih);;—4 +,

Biln (pat)e + X7, A Aln (kbgsyih)ic—; +

2920 84 Aln (pat)ye_; + & (15)
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Ampirik Bulgular

Yatay Kesit Bagimliligi Test Sonuclar

Tablo 4’te goriildiigii tizere Model 1 ve Model 2 kul-
lanilarak yapilan yatay kesit bagimlilik test sonuglar1
%1 anlamlilik diizeyinde yatay kesit bagimliliginin
olmadig1 bos hipotezini reddeder. Friedman, Frees

Tablo 4. Yatay Kesit Bagimliligi Test Sonuglari

ve Pesaran yatay kesit bagimlilik test sonuglar1 yatay
kesit birimleri arasinda giili bir iligkinin olduguna
yonelik kanitlar1 sunar. Bu ylizden serilerin birbirin-
den bagimsiz oldugunu 6ne siiren sifir hipotezi (H,)
reddedilerek Model 1 ve Model 2 i¢in degiskenler
arasinda yatay-kesit bagimliligin oldugu kabul edilir.

Model 1 (sabit etkiler tahmincisi ile): Inkbgsyih;; = a + Bylnrd; + u;;

Test Istatistik Degeri Olasilik Degeri
Friedman 263.772 0.0000*

Frees 12.963 0.0000*
Pesaran CD 31.488 0.0000*

Model 1 (rassal etkiler tahmincisi ile): Inkbgsyih;, = a + fylnrd; + u;,

Test Istatistik Degeri Olasiik Degeri
Friedman 263.923 0.0000*

Frees 12.972 0.0000*
Pesaran CD 36.773 0.0000%*

Model 2 (sabit etkiler tahmincisi ile): Inkbgsyih;, = a + fiinpat;; + u;

Test Istatistik Degeri Olasilik Degeri
Friedman 231.518 0.0000*

Frees 10.894 0.0000%*
Pesaran CD 31.977 0.0000*

Model 2 (rassal etkiler tahmincisi ile): Inkbgsyih;, = a + f;Inpat; + u;,

Test istatistik Degeri Olasilik Degeri
Friedman 250.687 0.0000%*

Frees 12.130 0.0000*
Pesaran CD 34.799 0.0000%*

Frees Q Dagilimi Kritik Degerleri

o=0.10: 0.1360

a=0.05: 0.1782

a=0.01: 0.2601

Not: %1 diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik * isareti ile gsterilmistir.

Pesaran (2007) Panel Birim Kok Test Sonuclar

Tablo 5, Pesaran (2007) panel birim kok testine ait
sonuglar1 sunar. Sabit ve trendsiz Pesaran test so-
nuglarina goére dogal logaritmas: alinmis kisi basina
diisen gayri safi yurtici hasila, Ar-Ge harcamalar ve
patent basvuru sayisina ait panel verileri i¢in sifir hi-
potezi diizeyde reddedilemez. Fakat serilerin birinci
farki alindiginda sifir hipotezi reddedilir. Bu sonuglar
giiclii bir sekilde degiskenlerin diizeyde duragan ol-
madigini fakat birinci farklarinda duragan oldugunu
gosterir. Sabit ve trendin dahil edildigi Pesaran testi-

ne gore kisi bagina diigen gayri safi yurtici hasila ve
patent bagvuru sayisi serisi diizeyde birim koéke sahip
degilken, Ar-Ge harcamalar1 serisinin birinci fark
aliarak duraganlastirilmistir. Sabit ve trendsiz Pesa-
ran test sonuglar1 temel alinarak biitiin degiskenlerin
ayn1 diizeyde biitiinlesik (I(1)) oldugu tespit edilme-
siyle kisi basina diisen gayri safi yurtigi hasila ile Ar-
Ge harcamalari ve kisi basina diigen gayri safi yurtigi
hésila ile patent bagvuru sayilar: arasindaki uzun do-
nemli iligkiyi incelemek i¢in Westerlund panel esbii-
tiinlesme testleri uygulanacaktir.
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Tablo 5. Pesaran Birim Kok Test Sonuglari

Pesaran (2007) Pesaran (2007)
(sabit) (sabit ve trendli)
Clpls):fgztimik Olasilik Degeri Clpil;a::“ik Olasilik Degeri
(Lnkbgsyih); -1.934 0.181 -2.731 0.018*
A(Lnkbgsyih);; -2.418 0.001* - -
(Lnrd);, -0.748 1.000 -2.012 0.907
A(Lnrd);, -2.510 0.000%* -2.806 0.007*
(Lnpat);; -0.326 1.000 -2.724 0.020**
A(Lnpat);; -3.440 0.000* -

Not: %1 ve %5 diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik sirasiyla * ve

Westerlund Panel Esbiitiinlesme Test Sonuclari

Sadece sabit terimin oldugu Pesaran birim kok testle-
riyle serilerin ayni diizeyde biitiinlesik (I(1)) oldugu
tespit edildikten sonra yatay kesit bagimliligini dikka-

Tablo 6. Westerlund Panel Esbiitiinlesme Test Sonuglari

** jsaretleri ile gosterilmistir.

te alan dort adet istatistiki testlerden olusan Wester-
lund (2007) Panel Esbiitiinlesme Testleri uygulanmig
ve Tablo 6da panel egbiitiinlesme testine ait sonuglar
sunulmaktadir.

Model 1: Inkbgsyih; = a + Bylnrd; + uy,
istatistik istatistik Degeri Direncli Olasilik Degeri (Robust P-
value)
G, -2.049 0.000%*
G, -6.595 0.000*
P; -7.841 0.000*
P, -6.026 0.000%*
Model 2: Inkbgsyih;, = a + Bilnpat;; + u;;
istatistik istatistik Degeri Direncli Olasilik Degeri (Robust P-
value)
G, -1.911 1.000
G, -7.058 0.000*
P, -10.897 0.000%*
P, -9.927 0.000*

Not: %1 diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik * isareti ile gosterilmistir.

Yatay kesit birimler arasinda korelasyon tespit edildigi
i¢in Tablo 5’te standart olasilik degerleri yerine 6z¢ika-
rim (bootstrap) testleri sonucunda elde edilen direngli
olasilik degerleri (robust p-values) verilmektedir.

Tablo 6daki sonuglar incelendiginde Model 1 i¢in
dort istatistige gore degiskenler arasinda esbiitiinles-
me iligkisi yoktur sifir hipotezi reddedilirken Model 2
i¢in ise yalnizca bir istatistik diginda diger 3 istatistik
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tarafindan sifir hipotezi reddedilmektedir. Sonug ola-
rak kisi bagina diisen gayri safi yurtici hasila — Ar-Ge
harcamalary, kisi bagina diisen gayri safi yurtici hasila
- patent bagvuru sayis1 arasinda egbiitiinlesme iliskisi
mevcuttur.

PMGE ve MGE Sonuclari
Model 1 ve Model 2'de gosterildigi sekilde tahmini
yapilan parametrelere ait sonuglar Tablo 7de verilir.
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Tablo 7. PMGE, MGE ve Hausman Test Sonuglari

PMGE
Model 1: ARDL(1, 2)

Aln(kbgsyih) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P> |z|
Lnrd 0.679802 0.0638071 10.65 0.000*
Hata diizeltme -0.0866339 0.0340713 -2.54 0.011*

Aln (rd)(—1) 0.1152149 0.4916129 0.23 0.815

Aln (rd)(—2) 0.1150397 0.1669257 0.69 0.491
Hausman Testi: prob > ki-kare= 0.8613
Model 2: ARDL (1, 1)

Aln(kbgsyih) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P > |z|
Lnpat 0.8765107 0.0730212 12.00 0.000*
Hata diizeltme -0.1326117 0.0290508 -4.56 0.000*

Aln (pat)(—1) | 0.2698202 0.1834831 1.47 0.141
Hausman Testi: prob > ki-kare = 0.9233
MGE
Model 1: ARDL (1, 2)

Aln(kbgsyih) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P > |z|
Lnrd 0.9639681 1.386386 0.70 0.487
Hata diizeltme -0.2403966 0.0600077 -4.01 0.000*

Aln (rd)(—1) 0.4024934 0.6231977 0.65 0.518

Aln (rd)(—2) -0.1815841 0.3145525 -0.58 0.564
Model 2: ARDL (1, 1)

Aln(kbgsyih) Katsayilar Standart Hata Z istatistigi P > |z|
Lnpat 0.8029036 0.7248141 1.11 0.268
Hata diizeltme -0.206604 0.0315289 -6.55 0.000*

Aln (pat)(-1) | 03152838 0.1734214 1.82 0.069%*

Not: %1 ve %10 diizeyinde istatistiki olarak anlamlilik sirasiyla *, ** isaretleri ile gosterilmistir.

Yukaridaki sonuglardan goriildigi tizere her iki mo-
del icin Hausman test istatistiginin degeri ki-kare
degerinden bityitkk ¢ikmistir. H 0 Hipotezi altinda
“uzun donemde parametreler homojendir” seklin-
deki 6nerme reddedilmemistir ve bu kapsamda uzun
donem parametrelerini tim birimler i¢in sabit kabul
eden PMGE™nin gecerli olduguna karar verilmistir.
Bu ytizden PMGE yontemi kullanilarak yapilan para-
metre tahminleri yorumlanmustir.

Model 1% ait sonuglara gore hata diizeltme paramet-
resi (-0.086) negatif ve anlamlidir, iki degisken ara-
sinda (kisi basina diisen gayri safi yurtici hasila ve Ar-
ge harcamalar1) uzun donemli bir iligkinin mevcut
oldugunu isaret eder. Bu aynm1 zamanda herhangi bir
sok meydana geldiginde kisi basina gayri safi yurtici
hasilanin yaklasik %8’i bir sonraki donemde diize-
lerek uzun dénem dengesine yaklasacagi anlamina
gelir. Ayrica toplam Ar-Ge harcamalarinin uzun do-
nem parametresi (0.679) istatistiki olarak anlaml ve

isareti beklendigi tizere pozitiftir, fakat kisa donem
parametreleri istatistiki olarak anlamsizdir. Uzun
doénemde toplam Ar-Ge harcamalarinda %1’lik artis,
kisi basina diisen gayri safi yurt ici hasilay1 %0.67 ora-
ninda arttirmaktadir.

Model 2’ye ait sonuglara bakildiginda hata diizeltme
parametresinin (-0.132) negatif ve istatistiki olarak
anlamli olmasi bir donemde olusan dengesizliklerin
yaklasik %13 oraninda bir sonraki donemde dengeye
ulasacagini belirtir. Bu yiizden kisi bagina diigsen gayri
safi yurt i¢i hésila ile USPTO’ya yapilmis toplam pa-
tent bagvuru sayilar arasinda uzun dénemli bir iligki-
nin varligindan soz edilebilir. Bununla birlikte patent
basvuru sayilarina ait uzun dénem katsayis1 (0.876)
pozitif ve istatistiki olarak anlamhidir, fakat kisa do-
nem katsayilar1 ise istatistiki olarak anlamli degildir.
Uzun dénemde USPTO’ya yapilmis toplam patent
basvuru sayisinda %1’lik artis, kisi bagina diigen gayri
safi yurtici hasilada % 0.86 oraninda artisa yol agar.
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Sonuc¢

Bu ¢aligmada; geleneksel inovasyon gostergeleri ola-
rak kabul edilen Ar-Ge harcamalarinin ve patent bag-
vuru sayilarinin ekonomik biiytime tizerindeki etkisi
1995 - 2013 yillik verileri kullanilarak secili 23 OECD
tilkesi (Avusturya, Bel¢ika, Kanada, Cek Cumhuriye-
ti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, frlanda,
Israil, Italya, Japonya, Giiney Kore, Meksika, Hollan-
da, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Ispanya,
Tiirkiye, Birlesik Krallik (Ingiltere), ABD) igin panel
veri analiziyle arastirilmistir. Bu dogrultuda iki eko-
nometrik model kurulmustur. Westerlund Panel Es-
biitiinlesme Testi sonucunda kisi bagina diisen gayri
safi yurti¢i hasila - Ar-Ge harcamalari, kisi basina
diisen gayri safi yurtici hasila — patent bagvuru sayisi
arasinda egbitiinlesme iliskisi saptanmigtir. Uzun ve
kisa dénemli katsayilar: tahmin etmek i¢in kullanilan
PMGE ve MGE yontemleri ile Ar-Ge harcamalarinin
ve patent bagvuru sayilarmin sadece uzun donem
katsayilar istatistiki olarak anlamli ¢ikmis ve pozitif
oldugu bulunmustur.

Ekonometrik analiz sonucunda elde edilen bulgular
isiginda OECD {ilkeleri tarafindan yapilan Ar-Ge
yatirimlarinin artmasi patent bagvurularini daha da
hizlandiracak ve boylelikle stirdiiriilebilir ekonomik
bityiimenin 6nii agilacaktir. Bu yiizden uzun donem-
de ekonomik biiylimeyi stirdiirtilebilir kilmak i¢in
OECD ekonomilerinin Ar-Ge yatirimlarini arttirma-
ya devam etmesi 6nemlidir. Sonug olarak inovasyo-
nun ekonomik bilyiime iizerindeki etkilerinin uzun
donemde gozlemlenebilir olmast politika yapicilar
tarafindan goz 6niinde bulundurulmas: gereken bir
husus olup Ar - Ge ve inovasyonu tesvik amacl ta-
sarlanacak politikalarin bu dogrultuda olusturulma-
sina dikkat edilmelidir.
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